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Foreword

'é%d of document 48B/1154/FDIS, future edition 1 of IEC 60512-25-2, prepared by SC 48B,
negtors, of IEC TC 48, Electromechanical components and mechanical structures for electronic
equi nt, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by CENELEC as
EN 6 -25-2 on 2002-05-01.

The foIIowilbzaes were fixed:

— latest date hich the EN has to be implemented
at national y publication of an identical
national stan r by endorsement (dop) 2003-02-01

e national standards conflicting
ithdrawn (dow) 2005-05-01

— latest date by w
with the EN have {o

Annexes designated "nor
Annexes designated "infor

ive. are given for information only.
In this standard, annex Ais n %

ivei and annex B is informative.
I%oEsement notice
The text of the International Standard | 512-25-2:2002 was approved by CENELEC as a
European Standard without any modification.
o
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o AVANT-PROPOS
Q

La CEI (Commissijfn Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des ités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEIl a pour objet de
favoriser la coopér internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'éle que. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est corifié des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut particip %organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en

liaison avec la CEl, parti également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisati 1SO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de,/&a CEl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord internatio &eles sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
A\

sont représentés dans chaque com tudes.

Les documents produits se présentent s la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniq pports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

Dans le but d'encourager I'unification interp Ie, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure pGSsitile, les Normes internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence ént norme de la CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clai cette derniére.

La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le ma escomme indication d’approbation et sa responsabilité

L’attention est attirée sur le fait que certains des élé e la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droi alogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propfie de ne pas avoir signalé leur existence.

n’'est pas engagée quand un matériel est déclaré confcMg a I'une de ses normes.

La Norme internationale CEl 60512-25-2 a été établie @sous-comité 48B: Connecteurs, du

comité d’études 48 de la CEIl: Composants électromé
équipements électroniques.

&s et structures mécaniques pour

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: K)
FDIS Rapport de VBT%

48B/1154/FDIS 48B/1208/RVD
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute infor i ur le vote ayant
abouti a 'approbation de cette norme.
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3. 6
L’annexe A fait partie intégrante de cette norme. }
L’annexe B est donnée uniquement a titre d’information. :
Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006 te
date, la publication sera
* reconduite;
* supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.
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0 FOREWORD
1) The IEC ational Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising

2)

3)

5)

6)

all nation trotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
internationa@ eration on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and ig¥addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to t | committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this{prgparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC als jcipate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Stan ization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

The formal decisions o ements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus o fon on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Cqo iftees.

The documents produced have§he form of recommendations for international use and are published in the form

of standards, technical specificati technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

Standards transparently to the maxi extent possible in their national and regional standards. Any

In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
divergence between the IEC Standard d the corresponding national or regional standard shall be clearly

indicated in the latter. 0
The IEC provides no marking procedure to n){e its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with on€ o standards.

Attention is drawn to the possibility that some of ments of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsibl¢ for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60512-25-2 has bee/ pared by subcommittee 48B: Connectors,
of IEC technical committee 48: Electromechanic mponents and mechanical structures for
electronic equipment.

The text of this standard is based on the following doc@ts:

D
FDIS Report\nv}"ng
48B/1154/FDIS 488/120é/

%

voting indicated in the above table.

Full information on the voting for the approval of this standard ca& found in the report on

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Dire%}’art 3.

Annex A forms an integral part of this standard. 6

Annex B is for information only. \L

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2006. At this date, the publication will be

reconfirmed; 0

withdrawn;
replaced by a revised edition, or
amended.
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1 G’né@s

1.1 Doma@d’application et objet

)S Partie 25-2: Essai 25b — Atténuation (perte d’insertion)

Cette partie de | 60512 s’applique aux systemes d’interconnexion, tels que les connec-

teurs électriques, ébases et les cordons.
Cette norme décrit d ethodes en temporelle et en fréquence pour mesurer I'atténuation/
perte d’insertion en fon se la fréquence.

NOTE Dans cette norme, il est érence a l'atténuation. Il faut que les techniciens d’essai utilisent le terme
approprié (atténuation ou perte d’igsertion) lorsqu’ils rendent compte et résument les résultats des essais selon le
type d’échantillon et la ligne de transnﬁion soumis a la mesure.

1.2 Définitions
Pour les besoins de la présente partié defa CEI 60512, les définitions suivantes s’appliquent.

1.2.1 e

atténuation
réduction de la puissance pendant la transmlsﬁg gntre I'entrée et la sortie de I'échantillon, en
genéral exprimée en décibels (dB)

1.2.2 é
perte d’insertion

la perte de puissance résultant de l'insertion d’'un conn ur ou d’'un dispositif similaire dans
une ligne de transmission, en général exprimée en dB

1.2.3 O
impédance d’environnement de I’échantillon

I'impédance présentée par le montage aux conducteurs sig@% Cette impédance est le
résultat des lignes de transmission, des résistances de charge, des=sources et récepteurs de
signaux branchés et des éléments de montage perturbateurs &/

2 Moyens d’essai GO,
21 Equipement 6

211 Mesure en fréquence

On utilise de préférence un analyseur de réseau. Lorsqu’une plus grande gamm mique
est désirée, on peut utiliser en alternative un générateur de signaux et un analyseuRd ectre
ou un analyseur de réseau vectoriel (pour des mesures avec 2 ports complets de califration).
Si nécessaire, des équipements supplémentaires améliorant la sensibilité des mesures (CiEst-
a-dire des amplificateurs de sortie a large bande ou des préamplificateurs a faible@)
peuvent étre utilisés. Pour les mesures en différentiel, un analyseur de réseau multi-ports avec
le logiciel approprié ou des symétriseurs peuvent étre utilisés.
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/0
§
1 Gene@’
O,
1.1 Scopea@bject

This part of IEC § is applicable to electrical connectors, sockets, cable assemblies or

)\; Part 25-2: Test 25b — Attenuation (insertion loss)

interconnection sys

This standard describ requency and a time domain method to measure attenuation/
insertion loss as a function”of)frequency.

NOTE “Attenuation” is referenced throughout the document. Test professionals must use the appropriate term

(attenuation or insertion loss) when arizing and reporting the test measurements according to the type of
specimen and transmission line being ured.
urements, a multiport network lyzer with appropriate software

or baluns may be used.





